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Predlozena prace se vénuje né€kolika druhim mikroskopie se zaméfenim na
mikroskopii atomarnich sil. V teoretické Casti autor uvadi strucnou historii a zakladni principy
optického (svételného), elektronového a skenovaciho tunelového mikroskopu. Popisuje téz
mikroskop atomarnich sil (AFM) a rizné druhy méteni, které pomoci néj 1ze provadet.

Prakticka Cast zacCina popisem pouzitého mikroskopu atomarnich sil, nasleduje popis
experimentu, pii nichz byla pomoci AFM méfena topografie, lokalni tvrdost a voltampérova
charakteristika vzorkt. Prakticka Cast dale obsahuje porovnani vysledkt topografickych
meéfeni provadénych pomoci AFM s vysledky méfeni stejného vzorku skenovacim
elektronovym mikroskopem (SEM). Posledni technikou, kterou autor vyzkousel, byla AFM
litografie. Vysledky vétSiny méfeni autor podrobné diskutuje.

Zvolené téma je vhodné pro autoriv obor Fyzikalni méfeni a modelovani, prace je
logicky uspotfadana a je v ni patrny zna¢ny podil tvur¢i prace autora. Prace ma celkem 82
stran.

Prace obsahuje velké mnozstvi pravopisnych, stylistickych i typografickych chyb,
vyskytuji se zde i chyby odborného razu. Text pusobi tézkopadné a misty je méne
srozumitelny. Nékteré informace se v textu zbyte¢né opakuji.

Reference nejsou Cislovany vzestupn€. Seznam pouzité literatury obsahuje pouze 9
zdroju, pficemz ve dvou pripadech se jedna o encyklopedii Wikipedia, kterou nepovazuji za
dostatecné duveéryhodny zdroj informaci. U mnoha prevzatych informaci chybi odkazy na
pouzitou literaturu. Autor ma potize s pouzivanim odborné terminologie (napf. ,elektricka
optika“ elektronového mikroskopu).

Popis programu pro ovladani mikroskopu atomarnich sil mi pfipada az pfili§
podrobny. Podkapitola ,,2.5 Artefakty* by méla byt zafazena do podkapitoly ,,2.4 Mikroskop
Atomarnich sil, protoze se tyka pravé AFM.

Diplomova prace ma nizkou uroven. Vzhledem k velkému rozsahu vykonané
experimentalni prace presto doporucuji diplomovou praci k obhajobé, navrhuji hodnoceni
stupném E.



Vybrané konkrétni pripominky:

Str. 7: Zkratka ,, AFM* neni vysvétlena v misté jejiho prvniho pouziti.

Str. 8: Autor piSe: ,,... lze mluvit napfiklad o silové spektroskopii, kde lze stanovit vztah mezi
silou a hloubkou zabodnuti hrotu“. Chybi mi zde bliz§i vysvétleni, o jakou silu se jedna.

Str. 9: Autor tvrdi: ,,Opticky mikroskop je nejjednodussi metodou pozorovani
mikroskopického objektu.“ Opticky mikroskop neni metoda! Déle je diskutabilni, zda opticka
mikroskopie je skutecné nejjednodussi metodou pozorovani mikroskopickych objekta.

Str. 9: Autor uvadi: ,,Objekty, které jsou pozorovany optickym mikroskopem bez podsviceni
musi byt nejlépe prasvitné.“ Co znamena, ze objekt je ,.nejlépe prusvitny“? Dale je napsano:
,,Objekt nemusi byt prasvitny v pfipad€, ze ma mikroskop svij vlastni zdroj svétla. Musi
tedy byt pozorovany objekt prusvitny, nebo ne? Nezalezi to také na typu osvétlovaci
soustavy?

Str. 10: Autor (bez uvedeni zdroje) uvadi: , NejbéznéjSim pokusem ve fyzice je interference
na dvoustérbing€. O pravdivosti tohoto tvrzeni mam vazné pochybnosti.

Str. 11: Autor piSe: ,,... abychom mohli pozorovat mensi objekty, nez je polovina vinové
délky svétla, potfebujeme bud svétlo s krat§i vinovou délku, nebo pouzit jinou Castici
s podobnymi vlastnostmi.* Neni jasné, jaké ,,podobné vlastnosti“ ma autor na mysli.

Str. 11: Véta ,Zkratka z anglického ,,Scanning electron microscope” je typ elektronového
mikroskopu, kdy jsou snimany elektrony odrazené od vzorku* je nesmyslna.

Str. 13: Vétu ,Musime pouzit silné napéti 100 kV az 400 kV, protoze jinak by nebyl
dostatecné velky vykon, aby elektrony prosli vzorkem* snad neni tifeba blize komentovat. (O
vykon ¢eho se jedna, autor neuvadi.)

Str. 16: Autor v souvislosti s elektronovou mikroskopii tvrdi: ,,Celé méteni probiha ve vakuu,
které se musi dokonale vytvofit vyvévou ...“ Vakuum v zadném elektronovém mikroskopu
vSak nemuze byt dokonalé.

Str. 16: Autor pisSe: ,,Elektrony jsou v elektronovém mikroskopu urychlovany napétim U, po
urychleni ziskaji energii E podle vzorce ...“. Domnivam se, Ze (kinetickou) energii elektrony
ziskavaji v prabéhu svého urychlovani, nikoli az po ném.

Str. 17: Nejsou vysvétleny nékteré ze symbola pouzitych v uvedenych vztazich.

Str. 17: Tvrzeni, ze vzorky pro méfeni v elektronovém mikroskopu musi byt (elektricky)
vodivé, je nepravdivé.

Str. 17: Pouzit v diplomové praci formulaci ,,Na katedre fyziky pt. f. UHK ...“ je ostuda!

Dalsi chyby nalezené na nasledujicich strankach diplomové prace mohu ukézat na pozadani.
Vzhledem k jejich poctu by nebylo vhodné je do posudku vypisovat.

Otazky k obhajobé:
1. Ktery z provadénych experimentl pro Vas byl nejnaro¢néjsi a proc?
2. Jak velkou roli hraly pfi méfeni na AFM vnéjsi rusivé vlivy, napt. vibrace podlahy
v laboratofi, v niz probihalo méfeni?

V Hradci Kralové 12. 8. 2021 Mgr. Jan Loskot, Ph.D.



